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РЕШЕНИЕ ОБРАТНОЙ ЗАДАЧИ СПЕКТРОСКОПИИ НПВО
ДЛЯ ОДНООСНЫХ ПЛЕНОК ПЭТФ

Спектроскопия НПВО широко используется для расчета оптических 
характеристик (показателей преломления и поглощения) исследуемых ве
ществ, т.к. этот метод дает ряд преимуществ перед другими [1]. Определе
ние этих характеристик требует численных методов решения сложных 
уравнений и называется обратной задачей спектрофотометрии. Для спект
роскопии НПВО решение обратных задач основывается на подборе таких 
параметров отражающих систем, при которых расчетные коэффициенты 
НПВО будут совпадать с измеренными в рамках заданных погрешностей. 
При этом сначала выбирается модель исследуемой системы и, по измерен
ным коэффициентам НПВО Rs и Rp, рассчитываются неизвестные пара
метры данной модели. Причем необходимо сделать выбор оптимальных 
углов падения <р, при которых измеряются коэффициенты НПВО [2]. За
тем по полученным значениям оптических параметров рассчитываются 
коэффициенты Rs и № для всех рабочих углов падения. Критерием адек
ватности модели служит совпадение расчетных и экспериментальных кри
вых Rs((p) и №(<$). В случае значительного расхождения соответствующих 
кривых требуется уточнить модель. Схематически основные этапы реше
ния обратных задач НПВО представлены на рис.
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Рис Общая схема решения обратных задач в спектроскопии НПВО.

Нами была разработана методика расчета оптических характеристик при 
спектрофотометрировании по методу НПВО полимерных одноосных пле
нок с оптической осью, перпендикулярной границе раздела, (на примере 
пленок ПЭТФ) с использованием обеих компонент поляризованного излу
чения. В результате исследования было доказано, что в качестве модели адек
ватной одноосной пленке ПЭТФ можно взять систему, состоящую из эле
мента НПВО, изотропного контактного слоя, одноосной пленки и изотроп
ной подложки. Такая система имеет 10 неизвестных параметров.
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